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ZAJIMAVE PRIPADY Z PRAXE KRIMINALISTICKEHO USTAVU

Marek Kotrly
Kriminalisticky tstav Praha

Ve forenzni oblasti jsou zpracovavany analyzy materiald z
nesmirn¢ Sirokého spektra, fada materidld mize byt i
potencionalné nebezpecna — biologické latky, vybusniny,
jedy, apod. Casto je také potfebné analyzovat materiély,
které v sobé€ nesou organickou i anorganickou slozku a zde
je role XRD fazové analyzy nezastupitelna.

Pro identifikaci neznamych latek a fazovou analyzu se
ve forenzni oblasti vyuziva Siroké spektrum analytickych
metod - opticka mikroskopie, SEM/EDS/WDS, XRF, ion-
tova chromatografie, Ramanova spektroskopie, FTIR, ICP
MS, GC-MS, MS/MS, MSn, NMR, apod. Kombinacemi
téchto metod a XRD technik vznika potiebny synergicky
efekt, ktery vede k uspésnému ziskani diikazniho materialu
pouzitelného pro fizeni pied soudem.

Aktualné jsou XRD techniky vyuZzivany pro analyzy
zemin, mineralogickych a petrologickych materiald,
drahych kamenu a dalsi gemologickych objekti, pigmen-
komponent vybusnin a pyrotechnickych slozi (anorganic-
ké i organické faze), plastickych hmot a polymert, farma-
ceutickych produkti a kosmetickych vyrobki (véetné
narkotik), stavebnich material, slitin a kovu, plniv a aditiv
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(polymery, papirenské produkty, atd.), vyplni trezort,
pouzivana praskova rentgenova difrakce v reflexnim a
transmisnim modu a mikrodifrakce. Ve zvlastnich ptipa-
dech je pouzivana Gandolfi komora a vyjimeéné jsou
pouzivany metody monokrystalové.

V oblasti analyz zeminovych fazi nelze jinou technikou
pfesné napfi. identifikovat alumosilikatové mineralni faze

Tzv. ,Legal Highs“ — nové syntetické drogy, které se
zacaly objevovat na svétovém trhu, predstavuji aktualné
vyznamny problém. Jedna se o strukturni varianty
znamych latek s psychomimetickymi u¢inky, které dosud
nejsou zafazeny na seznam kontrolovanych substanci a
jsou syntetizovany s cilem obejiti zakona. Rada téchto
latek je prodavana po prechodnou dobu legalné. Analyza,
identifikace a kvantifikace téchto latek je pomérné slozita,
protoze Casto nejsou obsazeny v identifikac¢nich databa-
zich. Metody rentgenové difrakce jsou velmi vhodnou
komplementarni technikou k obvyklym metodam sofis-
tikované organické analyzy. Vyskyt Legal Highs na trhu
1ze povaZovat za velmi nebezpe¢ny i vzhledem k tomu, ze u
vétSiny téchto substanci neni dosud znama toxicita.

RENTGENOVA DIFRAKCE V PRAXI

Jan Drahokoupil

Fyzikalni astav AV CR v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
draho@fzu.cz

Prispévek by rad predstavil n¢kolik zajimavych ptikladu,
se kterymi jsem mél moznost se setkat v ptedchozich letech
v rtg laboratofi fyzikalniho ustavu. Pajde o jak drobné
vylepsSeni difraktometru za par korun, tak komplikace
s experimentalnimi daty.

Nejprve bych rad zminil dopInéni texturniho nastavce o
Peltiertv ¢lanek. S vhodnym laboratornim zdrojem muze
slouzit jako chladi¢ ¢i ohfiva¢ vzorkd v rozmezi nékolika
desitek stupniti (viz Petr Veitat, str. 158). Dalsim zajima-
vym doplitkkem do difraktometru je usb mikroskop, jehoz
nejlevnéjsi varianty se daji pofidit za cenu okolo tisice
korun. O jeho aplikaci pfi justovani pozice 0.150 mm
tlustého NiTi dratu vice Martin Dudr (str. 157 ).

Zajimavou a komplikovanou otdzkou je stanoveni
prednostni orientace jednotlivych minerdlti v pfirodnich
vzorcich. Komplikovanost této tlohy spociva ve
veétsim mnozstvi fazi v jednotlivych vzorcich a z toho
plynujiciho ptekryvu difrakci, viz. obr. 3. Podafilo se
identifikovat SiO,, Ankerit, Muskovit a Kalcit. Nékolik

Obrazek 1. Texturni nastevec ATC-3 vybaveny Peltierovym
¢lankem a doplnény o termoclanky pro méteni teploty.
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difrakci se nepodafilo jednozna¢né piifadit zadné fazi.
Ukol zn&l stanovit piednostni orientaci ankeritu vigi
poloze horniny v misté nalezu. Méfeni textury klasickym
zpusobem s vyuzitim bodového detektoru se ukazalo jako
nevhodné. Proto jsem se ulohu pokusil feSit méfenim
vhodné oblasti difrakéniho profilu a néasledného fitovani
nékolika difrakei s cilem ziskat intensitu difrakci 104, 006,
110, 113. Ukazalo se, ze to nebude tak snadna tuloha.
Dochazelo k drobnym posuvim difrakci a také k rastu ¢i
zméng polohy pro nas v té chvili nedilezitych difrakci, ¢i
objeveni uplné nové difrakce (faze).

Obrazek 2. Justovani pozice vzorku pomoci usb mikroskopu a
stinitka.
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Obrazek 3. Difrakéni zdznam vzorku horniny.
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NOVY DIFRAKTOMETR RIGAKU - SMARTLAB 3

Peter Oberta
Rigaku Innovative Technologies Europe
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